Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:
http://www.mydisser.com/search.html

Цветков Константин Владимирович. Методы повышения точности измерения геометрических параметров оптоэлектронными информационно-измерительными системами;[Место защиты: ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)»], 2021
